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摘要(译)

本发明涉及用标准化光谱系统测量样品性质的系统和方法。该方法可以
包括（i）利用第一光谱系统测量至少三个不同参考目标的光谱; （ii）校
准第一光谱系统; （iii）利用第一光谱系统测量具有已知属性值的已知参
考样本的光谱; （iv）使用已知参考样本的光谱生成测量属性的模型; 
（v）使用第二光谱系统测量至少三个不同参考目标的光谱; （vi）校准第
二光谱系统; （vii）将模型应用于第二光谱系统; （viii）使用第二光谱系
统测量样品的光谱; （ix）使用模型确定属性的值。
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